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Densitometrische Klassifizierung von Rontgenfiimsystemen flr
die Zerstdérungsfreie Prifung (ZfP)

Kompetenznachweis
ISO/IEC 17025 Akkreditierung

PriifgroBen und -objekte
Die Filmkennlinie (optische Dichte D versus Rdontgendosis K) wird bestimmt und die
Parameter Film-Gradient bei Dichte 2 bzw. 4 Gber Schleier, Empfindlichkeit (ISO-Speed)
sowie Granularitat bei Dichte 2 liber Schleier gemessen, das Gradient-zu-Granularitats-
verhaltnis bestimmt die Filmsystemklasse.

Priifbereich

Filmkennlinie im Bereich der diffusen optischen Dichte 0 < D < 5,
Granularitdtsmessungen mit Mikrodensitometer (0,1 mm optische Apertur, im
Dichtebereich bis D < 3) absolut minimal 0,001 méglich,

FilmgréBe zur Belichtung: typ. 10 x 24 cm?

Erweiterte Messunsicherheit (k = 2)
diffuse Dichte (im Bereich 0 < D < 5): absolut < 0,02
Gradient (bei D-Dg = 2 bzw. 4): < 2 % bzw. < 4%
Granularitat (bei 3 x 1100 Messpunkten): < 5 %

Anwendungsbereich
Industrielle Durchstrahlungsprifung mit Rontgenfilmen als Bilddetektor und -archiv,
Klassifizierung der Bildqualitat von Rontgenfilmsystemen in die Klassen C1 bis C6 nach
ISO 11699-1, Grundlage fiir das BAM-Zertifizierungsprogramm BZS-ZP / 2.5.1
"Filmsysteme flr die industrielle Radiographie"
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